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2 Stand der Technik 

2.1 Eigenspannungen in thermisch gespritzten 
Schichten 
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2.2 Eigenspannungsermittlung an Schichtverbunden 



2.2.1 Diffraktionsmethoden 







2.2.2 Mechanische Methoden 

 



2.3 Bohrlochmethode zur Eigenspannungsermittlung 
an homogenen Werkstoffzuständen 

2.3.1 Grundprinzip  



Abb. 2.3:  GGrundlegenndes Prinzzip der Bohhrlochmetthode 
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Tabelle 2.1:  Geometrische Randbedingungen (RB) der Bohrlochmethode [69] 

Randbedingung (RB) Nach [69] nach [72] (bei Missach-
tung einer einzelnen 

RB)

Mindestbauteilbreite 10 – 20 x D0  

Mindestbauteildicke 3 x D0 1.66 x D0 

Mindestabstand von 
der Bauteilberandung 5 – 10 x D0 1,94 x D0 

Mindestabstand bena-
chbarter Messstellen 5 x D0 

 

Min. Oberflächen-
krümmung 3 x D0 

>3.33 x D0 

 



 

 

 

 

 



2.4 Anwendung der Bohrlochmethode zur  
Eigenspannungsermittlung an Schichtverbunden 
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Abb. 2.10:  PPrinzip dess Orbitalboohrens – DDraufsicht  



2.5 Elastische Eigenschaften von thermisch gespritzten 
Schichten 





2.6 Zusammenfassende Bemerkungen  
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3 Experimentelle Untersuchungen 

3.1 Probenmaterial 



3.2 Bohrlochversuche 
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3.4 Methoden der Schichtcharakterisierung 

3.4.1 Lichtmikroskopische Untersuchung 

3.4.2 Rauheitsbestimmung 
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3.4.3 Instrumentierte Eindringhärteprüfung 

3.4.4 Texturbestimmung 
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3.5.2 Bestimmung der Schichteigenschaften 
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3.5.3 Eigenspannungen im Substrat 
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3.5.4 Eigenspannungen im Schichtverbund 
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4 Simulation der inkrementellen 
Bohrlochmethode 
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Tabelle 4.1:  Verwendete Glättungsparameter bei der Konditionierung der 
Dehnungsdaten 

0,5 50% 





5 Ergebnisse der FE-Simulation 
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5.2 Anwendungsgrenzen bestehender  
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5.4 Fallspezifische Kalibrierung bei Abweichungen im 
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6 Weiterentwicklung der inkrementellen 
Bohrlochmethode auf Schichtverbunde 
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